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1. WSTEP

L.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa
metody badan parametréow elektrycznych i op-
tycznych przetwornikéw obrazu przeznaczonych
do pracy w zakresie promieniowania podczerwo-
nego.

1.2. Zakres tematyczny normy. Norma obej-
muje nastepujgce badania:

a) pomiar czulosci normalnej fotokatody,

b) pomiar czulosci fotokatody w podczerwieni,

¢) pomiar maksymalnej zdolnosci rozdzielczej,

d) pomiar progowej zdolnosci rokdzielczej,

e) pomiar powiekszenia optycznego,

f) sprawdzenie odpornosci napieciowej,

g) sprawdzenie czystosci pola widzenia,

h) pomiar roboczej srednicy fotokatody.

1.3. Okreslenia

1.3.1. Czulo$é fotokatody w podczerwieni —
stosunek pradu anody do padajgcego na fotokato-
de strumienia $wietlnego ze zrodla $wiatla z zar-
nikiem wolframowym o temperaturze barwowej
2854 K, przeslonietego filtrem przepuszczajgcym
okreslony zakres promieniowania podczerwonego.
Wartos$¢ strumienia okresla sie bez filtru.

1.3.2. Maksymalna zdolnos$é rozdzielcza — zdol-
no$¢ rozdzielcza przetwornika obrazu okreslona
liczbg linii na 1 mm na ekranie przy optymalnym
natezerniu pz:omien‘iowania i przv nominalnym na-
pieciu obwodowym,

1.3.3. Progowa zdolnos$é rozdzielcza — zdol-
nos¢ rozdzielcza przetwornika obrazu okreslona
liczbg linii na 1 mm na ekranie przy minimal-
nym nateZzeniu promieniowania okreslonym w
plaszezyznie fotokatody lub w plaszezyznie testu
i przy nominalnym napieciu anodowym.,

1.3.4. Powiekszenie optyczne przetwornika —
stosunek liniowych wymiaréw obrazu w plasz-
czyznie ekranu do liniowych wymiaréw w plasz-

czyznie fotokatody przy nominalnym napigciu
anodowym.

1.3.5. Robocza $rednica fotokatody — srednica
fotokatody okreslajgca pole, w ktérym wykonuje
sie pomiary parametrow przetwornika obrazu.

1.3.6. Robocza $rednica ekranu — S$rednica
okreslona iloczynem roboczej $rednicy fotokatody
i powiekszenia optycznego przetwornika.

1.3.7. Pozostale okreslenia — wg PN-71/T-01010
(norma arkuszowa).

2. OGOLNE WARUNKI BADAN

2.1. Pomieszczenia pomiarowe. Pomiary para-
metrow przetwornikéw obrazu nalezy przeprowa-
dzi¢ w ciemni lub przy uzyciu zaciemnionych obu-
dow. Nalezy unika¢ promieniowania rozproszo-
nego.

2.2. Zrédla promieniowania Swiatla. Przy po-
miarze czulosci fotokatody i progowej zdolnosci
rozdzielczej nalezy stosowac atestowane zrédla
swiatla o temperaturze barwowej 2854 K. Przy
pomiarze pozostalych parametrow dopuszcza sie
nie atestowane zrodla swiatla dajace odwietlenie
réownowazne.

2.3. Dokladnosé miernikow. W ukladach zasila-
nia wzorcow swiattosci kierunkowej nalezy stoso-
wac¢ mierniki klasy nie gorszej niz 0,2.

2.4. Zrodla zasilania. Wzorce swiatlosei kierun-
kowej nalezy zasila¢ zgodnie z wartosciami napie-
cia i pradu podanymi w metryce wzorca.

W przypadku zasilania wzorca swiatlosci kie-
runkowej pradem przemiennym nalezy stosowal
stabilizatory napiecia (nie znieksztalcajgce krzy-
wej napiecia), przy czym dopuszczalne wahania
napiecia nie powinny przekraczaé¢ 0,1%.

2.5. Uchwyty i oprawki przetwornikow obrazu
stosowane w ukiadach pomiarowych powinny by¢
wykonane z materialéw niemagnetycznych.
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2.6. Opor izolacji urzgdzen i elementéw po-
miarowych nie powinien byé¢ gorszy niz 200 MQ
w temperaturze pokojowej przy wilgotnosci
wzglednej 75%.

2.7. Pomiary parametréw przetwornikow obra-
zu halezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach ¢
temperaturze 20 +5°C i przy wilgotnosci wzgled-
nej nie wiekszej niz 70%e.

3. METODY BADAN

3.1. Pomiar czuloSci normalnej fotokatody
przetwornika obrazu nalezy wykona¢ w ukladzie
podanym na rys. 1.

Py ‘I’z Py
| |
o | | |‘i %
Uy i Uy
Rys. 1
G — miernik pradu emisji fotoclektronowej — galwa-

nometr magnetoelektryczny lub lampowy klasy nie gor-
sze§ niz 1,5, I, — prad zasilajgcy wzorzec $§wiatlodci
kierunkowej, | — odleglo$é zarnika wzorca $wiatlodci
kierunkowej od fotokatody, Py, Ps — przestony eliminu-
jace promieniowanie rozproszone, P3 — przesiona o
srednicy otworu réwnej roboczej S$rednicy fotokatody,
U; — napiecie zasilajace zarébwke wzorcows, Us — na-
piccie zasilajgce obwéd anodowy przetwernika obrazu,
Z — wzorzec SwiattoSci kierunkowej.

Wzorzec swiatlo$ci kierunkowej Z oraz odle-

glosé | nalezy tak dobra¢, zeby natezenie oswietle-
nia na powierzchni fctokatody wynosilo minimum
100 1x, przy czym gesto$é prgdu emisji fotoelek-
tronowej Jp nie powinna przekracza¢ 0,15 pA/cm’
przy zalozeniu, ze czulo$¢ normalna fotokatody
¢ = 45 pA/lm. Napiecie Uy i prad Iy nalezy usta-
wi¢ na warto$¢ podang w metryce wzorca. Przy
pomiarze czulosci fotokatody przetwornika cbrazu
wszystkie elektrody oprécz katody nalezy poia-
czyé z anodg. Ustawi¢ napigcie zasilajgce obwod
anodowy Ug na warto$¢ nie mniejszg niz 1,5 raza
i nie wiekszg niz 2 razy od wartosSci napiecia nasy-
cenia. Odczyta¢ wartos¢ prgdu anodowego. Prze-
stonié zrédlo premieniowania lub wylgczyé obwéd
zasilania zrodia promieniowania i odczyta¢ war-
to§¢ pradu ciemnego. Pomiar nalezy powtérzy¢
trzykrotnie.. '

Warto$¢é pradu emisji fotoelektronowej oblicza
sie, odejmujac od wartosci prgdu anodowego war-
tos¢ pradu ciemnego.

Czulo$¢ normalng fotokatody ¢ przetwornika.
obrazu nalezy obliczy¢ w pA/lm wg wzoru
LI

B 1 e
| LS
w ktoryn:
[, — wartos¢ pradu emisji fotoelektronowej,pA,
| — odleglos¢ fotokatody od zarnika wzorca
swiatlosci kierunkowej, cm,
I, — s$wiatto$¢ kierunkowa wzorca, cd,
S — powierzchnia fotokatody, cm?’.

3.2. Pomiar czuloici fotokatody w podczerwieni
nalezy wykona¢ w ukladzie podanym na rys. 1.
Zrodlo $wiatla nalezy przesloni¢ filtrem przepusz-
czajgcym promieniowanie podczerwone. Filtr
ckresla norma przedmiotowa. Filtr nalezy wstawic
miedzy Zrédio Swiatla i przeslone P;. Wzorzec
$wiatloéci kierunkowej oraz odleglos¢ | nalezy
tak dobra¢, zeby gesto$é pradu emisji fotoelektro-
nowej J,/ nie przekraczala wartosci 0,15 pA/cm’
przy zalozeniu, ze czulos¢ fotokatody w podczer-
wieni ¢, = 10 pA/lm. Mikroampery na lumen w
podczerwieni nalezy przyja¢ jako wyrazenie
umowne. |

Czuloé¢ fotokatody w pedczerwieni c, nalezy
obliczy¢ w pA/lm wg wzoru

L'r

CP = o————

IS
w ktéorym I — warto$¢ pradu emisji fotoelektro-
nowej w podczerwieni, pA. Pozostale oznaczenia
oraz badania — wg 3.1.
3.3. Pomiar maksymalnej zdolnosci rozdzielczej
3.3.1. Pomiar maksymalnej zdolnosci rozdziel-
czej w ukladzie z kolimatorem — wg rys. 2.

FTK 0b l|’ ‘ M .
_Z'
TETE=5
“u, *&Uzi
BR-BIT=5-2
Rys. 2

F — f{filtr przepuszczajgcy promieniowania podczerwone,
okreslony w normie przedmiotowej, K — kolimator z
testem do badania zdolno$ci rozdzielczej, i — odleglos¢
fotokatoda—test, M — mikroskop, P — przesiona o $red-
nicy otworu réwnej roboczej §rednicy fotokatody, T —
test prze§wietleniowy (do badania zdolno$ci rozdzielczej),
Us — naplecie zasilajace przetwornik obrazu, U; — na-
piecie zasilania #rédla $§wiatla, Z — 2Zrédio Swiatla w
wyczernionej obudowie, Ob — obiektyw o ogniskowej
okre§lonej w normie przedmiotowej.

Napiecie Us nalezy ustawi¢ na warto$é nomi-
nalng zgodnie z normg przedmiotows. Moc zaréw-
ki oSwietlacza i odleglo$é od testu nalezy tak do-
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braé, aby natezenie o$wietlenia na tescie nie bylo
mniejsze niz 100 Ix. Zdolnos¢ rozdzielcza obiek-
tywu powinna byé¢ co najmniej 5 razy wieksza od
zdolnosci rozdzielczej przetwornika. Po wigczeniu
napie¢ zasilania nalezy tak ustawi¢ mikroskop
lub lupe, zeby uzyska¢ maksymalng ostrosc struk-
tury ekranu.

Odlegtos¢ 1 nalezy tak dobraé¢, aby uzyskaé¢ ma-
ksymalng ostro$¢ obrazu testu obserwowanego na
ekranie. Pomiar polega na cbserwowaniu poszcze-
goélnych testow na ekranie przetwornika — od tes-
tow o niiszej zdolnosci rozdzielczej do testow
0 wyzszej zdolnosci rozdzielczej — przy ktorych
jest dostrzegalny jeszcze kierunek linii. Czas ob-
serwacji — dowolny. Obraz w czasie pomiaru po-
winien byé¢ stabilny. Maksymalng zdolnos¢ roz-
dzielczg okresla sie w centralnej czesci ekranu
w kole o $rednicy okreslonej w normie przed-
miotowej.

Za maksymalng zdolnos¢ rozdzielczg przetwor-
nika nalezy przyja¢ ten test, przy ktérym mozna
bezblednie okresli¢ kierunki linii w poszczegol-
nych kwadratach testu. W przypadkach watpli-
wych (spornych) nalezy stosowaé¢ test obrotowy
o jednym kierunku linii. Wynik oceny nalezy
uznaé¢ za wlasciwy, jezeli obserwator bezblednie
okresli kierunek linii co najmniej dla czterech
ré6znych katéw zadanych do okreslenia. Pomiar
nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu testu prze-
Swietleniowego kontrastowego dla promieniowa-
nia podczerwonego w postaci bialych linii na czar-
nym tle, z grupami linii o réznej zdolnosci roz-
dzielczej.

Wzér testu o jednej zdolnosci

przedstawiono na rys. 3.

rozdzielczej

N

W

I

[Bn-787337T1-55-3]

Rys. 3

Wzér testu do okreslenia zdolnosci rozdzielczej

w przypadkach spornych jest przedstawiony na
rys. 4.

[BN-75/3371 554
Rys. 4

3.3.2. Pomiar maksymalnej zdolnoSci rozdziel-
czej w ukladzie bez kolimatora nalezy wykonaé
w ukiadzie podanym na rys. 5.

F
0b =
, Ver |
4 /// U1

"

—HF

Uy

s

Rys. 5

i — odleglo$é tekst-obiektyw przeliczona na wymagang
w normie przedmiotowej liczbe linii na 1 mm na foto-
katodzie, przy znanych wymiarach testu; odleglosé I po-
winna byé réwna minimum 1 f, — ogniskowa obiekty-
wu, Ob — obiektyw o parametrach okre$lonych w mor-
mie przedmiotowej, T — test czarno-biaty do badamia
zdolnoSci rozdzielezej dla $wiatla odbitego wykonany na
bialej rozpraszajacej powierzchni, Uy, Ug, M, F, P —
wg rys. 2.

Wymagania, zasada pomiaru i wynik pomiaru —
wg 3.3.1.

3.4. Pomiar progowej zdolnosci rozdzielczej na-
lezy wykonaé wg metod pomiaru maksymalnej
zdolnosci rozdzielczej (3.3.1 i 3.3.2) w ukladach
podanych na rys 2 i 5. Przy pomiarze progowej
zdolnosci rozdzielczej nalezy stosowaé¢ zrédia
swiatla podane w 2.2. Natezenie oSwietlenia na
tescie nalezy ustawié¢ zgodnie z normg przedmio-
towa.

3.5. Pomiar powiekszenia optycznego

3.5.1. Pomiar powigkszenia optycznego metodg
cieniowg nalezy przeprowadzi¢ w ukladzie poda-
nym na rys. 6.

Przestona P powinna Sci$le przylegaé do plytki
fotokatody.

Odleglos¢ 1 powinna byé wieksza niz jeden
metr.

Oswietlenie fotokatody nalezy tak dobraé, aby
uzyskaé najkorzystniejsze warunki obserwacji.
Napigcie Uz nalezy ustawié¢ na warto$¢ nominalng.
Obraz otworu przeslony obserwowany na ekranie
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Rys. 6

F — filtr przepuszczajgcy promieniowanie podczerwone,
Il — odleglosé fotokatoda—zirodio Swiatla, M — mikro-
skop z podzialkg mikrometryczng, P — przesiona z olwo-
rem okreS§lonym w normie przedmiotowej, U; — napie-
cie zasilajgce zaréwke wzorcows, Uy — napiecie zasila-
jace obw6d anodowy przetwornika obrazu, Z — é#rédlo
Swiatla.
nalezy mierzy¢ mikroskopem w dwu do siebie pro-
stopadlych Srednicach. Do obliczen nalezy przyjac
$érednig wartoS¢ obu pomiarow.
Powiekszenie optyczne p obliczy¢ wg wzoru

d
P = —
D
w ktorym:
d — Srednia Srednica obrazu mierzona na ekra-
nie,

D — S$rednica otworu przestony.

Srednice otworu przestony nalezy wykonaé z
dokladnoscig do 0,01 mm.

Pomiar ‘ powiekszenia optycznego przetworni-
kéw o powiekszeniu p < 1 nalezy wykonaé z do-
kladnoscig do 0,01, a przetwornikéw o powigksze-
niu p > 1 z dokladnoscia do 0,1.

3.5.2. Pomiar powiekszenia optycznego metodg

z kolimatorem nalezy poda¢ w ukladzie podanym
na rys. 7.

Rys. 7
Fiy — matowka, K — kolimator z testem w ksztalcie

kola o okreSlonej $rednicy D, Ob — obiektyw przewi-
dziany w normie przedmiotowej, F, Z, M, Uy, U; — wg
TYys. 6.

Obraz testu nalezy ustawi¢ na maksymalng
ostrose.

Pozostale czynnosci — wg 3.5.1.
Powiekszenie optyczne p obliczy¢ wg wzoru

fu d
o D

w ktorym:
d — Srednia|Srednica obrazu na ekranie,
D — érednica testu w kolimatorze,
fi. — ogniskowa kolimatora,

fo — ogniskowa obiektywu.
3.6. Sprawdzanie odporno$ci napieciowej nale-
zy wykona¢ w ukladzie podanym na rys. 7 lub

na rys. 8.
F
. . po
=T A=ma —
Up ©

Rys. 8

E — ekran o bialej rozpraszajgcej powierzchni, F — filtr

przepuszczajgcy promieniowanie podczerwone okre§lony

w normie przedmiotowej, M — mikroskop lub lupa

o powiekszeniu 10--15-krotnym, U, — napiecie zasila-

jace przetwornik obrazu, U: — napiecie zasilania Zrédia

swiatla, Ob — obiektyw okreSlony w normie przedmio-
towej.

Moc zrodia swiatla i odleglo$¢ zrédia swiatta
od ekranu nalezy tak dobraé¢, aby uzyskaé¢ nate-
zenie oSwietlenia na ekranie okreslone w normie
przedmiotowej. Oswietli¢ fotokatode swiatlem od-
bitym od ekranu. Napiecie Us nalezy ustawi¢ na
wartos¢ nominalng. W tych warunkach przetwor-
nik powinien pracowac¢ co najmniej 1 min. Plyn-
nie podwyzsza¢ napiecie Up do wartosci maksy-
malnego napigcia proby okreslonego w normie
przedmiotowej. Maksymalne napiecie proby na-
lezy utrzyma¢ przez 2 min. Czas mierzy¢ stope-
rem. W czasie tym nalezy obserwowa¢ ekran
przez lupe lub mikroskop.

Przetwornik nalezy uzna¢ za dobry, jezeli w
czasie trwania proby nie obserwuje sie¢ na ekra-
nie blyskéw lub niestabilnosci obrazu.

3.7. Badanie czysto$ci pola widzenia

3.7.1. Wymagania ogélne. W polu widzenia
przetwornika obrazu rozréznia sie nastepujace za-
nieczyszczenia:

a) wady szkla w postaci smug i rys,

b) plamy s$wiecyce,

¢) plamy ciemne.

_ W okre$leniu zanieczyszczen ich ksztalt i bar-
wa nie odgrywajag roli.

Plamy ciemne moga byé dwojakiego rodzaju:

— nie przemieszczajgce sie,

— przemieszczajace sie.

Pole widzenia przetwornika dazieli sie na naste-
pujace strely:

I strefa -- wystepuje wtedy, gdy wyodrebnio-
na jest ze strefy II w normic przedmiotowej,
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II strefa — koto o $rednicy réwnej 0,5 D lub
pierscien o Srednicy zewnetrznej 0,5 D, gdy wy-
stepuje strefa I,

III strefa — pierScien o Srednicy wewnetrznej
réownej 0,5 D, zewnetrznej rownej 0,8 D,

IV strefa — pierscien o Srednicy wewnetrznej
rownej 0,8 D i zewnetrznej réwnej D (D — ro-
bocza Srednica ekranu).

Dopuszczalne wymiary ciemnych plam podano
w tablicy.

Jasno$¢ Swiecenia " ekranu nalezy tak dobraé,
aby uzyska¢ optymalne warunki obserwaciji.
Zmierzy¢ kolejno srednice plam w poszczego6l-
nych strefach. Wartos¢ srednic oraz liczbe plam
w danej strefie zestawi¢ w tablicy.

Przetwornik nalezy uznaé¢ za dobry, jezeli licz-
ba i wielko$¢ plum nic przekraczajg wartosci do-
puszczalnych w normie przedmiotowej.

3.7.3. Pomiar zanieczyszczen metody poréw-
nawcza nalezy wykona¢ w ukladzie podanym na

e

?owiekszenie Maksymalna Srednica plam, Maksymalna dopuszczalna
okularu ktorych nie uwzglednia sig $rednica plam
Po
okreslone mm
W normie Strefa Strefa
przedmiotowej
I II III v 1 1I III v
510 okreiiana w | B, 1,0/P 1,5/P, ckvedions W 1,5/P, 2,5/P, 5,0/P,
1115 normie przed- | 0,8/P, 1,0/P, 2,0/P, | normie przed- | 3,0/P, 5,0/P 1,5/P,
16--25 miotowel 08/P, | 1,25/P, | 40P, | OOV 40/P, | 50/P, | 10,0/P,

Polozenia ciemnych plam przemieszczajgeych
si¢ nie normalizuje sieg, jezeli ich wymiary nie
przekraczaja dopuszczalnych wymiaréw plam dla
IV strefy.

Plamy o s$rednicach, ktorych sie nie uwzgled-
nia, podlegaja normalizowaniu, jezeli wystepuja
w zgrupowaniu i jezeli odleglo$¢ miedzy nimi jest
mniejsza niz 0,1 mm. Srednica powierzchni zgru-
powania takich plam nie moze przekracza¢ dopu-
szczalnej dla danej strefy, a powierzchnia takiej
plamy wliczana jest do sumarycznej powierzchni
zanieczyszczen danej strefy.

Na podstawie podanej tablicy przelicza sie dla
danego lypu przelwornika dopuszczalng powierz-
chnig zanieczyszezen poszczegélnych stref. Liczba
i wielkos¢ plam w -poszczegbélnych strefach sg
okreslone w normie przedmiotowej. Przed pomia-
rem czystoSci pola widzenia przetworniki pcdda-
je sie wstrzgsom mechanicznym, o czestotliwosci
50 Hz i przyspieszeniu lg w ciggu 1 min (foto-
katodg do dotu).

3.7.2. Pomiar zanieczyszczen metodg bezposred-

nig nalezy wykonaé na lawie optycznej w ukla-

dzie podanym na rys. 9.

e

Uy Uz

Rys. 9

F — filtr podczerwony, M — mikroskop z podzialkg mi-

krometryczng i z podziatkg stref, F, — matéwka, Uy, —

nominalne napigcie pracy przelwornika, U, — napigcie
zasilania Zroédla Swiatla, Z2 — irddlo Swiatla.

rys. 5. Odleglos¢ 1 nalezy ustawi¢ na wartosé
wynikajgcq z rozmiaréw testu.

Test nalezy wykonaé¢ na bialej rozpraszajgcej
powierzchni wg rys. 10, przy czym nalezy uw-
zgledni¢ powigkszenie obiektywu i przetwornika
obrazu. Wykonanie pomiaru polega na wizualnym
poréwnaniu wielkos$ci plam testu z plamami bada-

nego przetwornika.

Przetwornik nalezy uzna¢ za dobry, jezeli wiel-
kos¢ i liczba plam w poszczegllnych strefach nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych w normie
przedmiotowej.

[BN-75/3371~3%-10
Rys. 10

3.7.4. Sprawdzenie wplywu plam §wiecgcych na
czysto§¢ pola widzenia nalezy przeprowadzi¢ w
ukladzie podanym na rys. 8.

Badany przetwornik nalezy zasili¢ napieciem
Us, przy nie oswietlonej fotokatodzie. Obserwo-
wac, czy na ekranie nie wystepujg Swiecgce pla-
my. W przypadku stwierdzenia $wiecgcych plam
fotokatode nalezy oswietli¢ $wiatlem rozproszo-
nym o natezeniu Swiatla na ekranie 1,5 1x i spraw-
dzi¢ widocznos$é¢ tych plam. |

Przetwornik nalezy uznaé¢ za dobry, jezeli wi-
doczne swiecgce plamy przy nie osSwietlonej fo-
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tokatodzie sg niewidoczne przy o$wietlonej foto-
katodzie. Rysy i smugi widoczne na ekranie prze-
twornika nalezy ocenia¢ wg kryteriéw podanych
w 3.7.1 i 3.7.2, przy czym nalezy przelicza¢ po-
wierzchnie rys i smug na réwnowazne Srednice
zanieceyszczen.

3.8. Pomiar roboczej Srednicy fotokatody

3.8.1. Pomiar roboczej srednicy fotokatody me-
todg pomiaru kata widzenia nalezy przeprowa-
dza¢ w ukladzie podanym na rys. 11.

Rys. 11
Of — oSwietlacz, P — przestona ze szczeling pionows,
Ob — obiektyw okreflony w normie przedmiotowei,
U; — nominalne napiecie anodowe.

Os$ obrotu przetwornika z obiektywem powin-

na przechodzi¢ przez punkt wezlowy obiektywu.
Skala kqtowa powinna umozliwié¢ odczyt z doklad-
noscig do 0,5°. Obraz plamki $wiecgcej na ekra-
nie ustawi¢ w $rodku ekranu na maksymalng
~ostrosé. Pomiar kata pola widzenia wykonuje si¢
przez obrét obiektywu wraz z przetwornikiem do
-takiego polozenia katowego, przy ktérym obraz
‘plamki na ekranie jest jeszcze widoczny. Kryte-
rium widocznosci — pél Srednicy plamki. Od-
czytu dokonuje sie dla dwéch krancowych po-
lozen, przy czym plamka powinna sie przemie-
szcza¢ do Srednicy ekranu. Kat pola widzenia
. okresla sie, sumujgc odczyty dla dwoéch kranco-
wych polozen.
- Roboczg $rednice fotokatody d; nalezy obliczy¢
Wg wzoru .

w
= 2tg— °
| 82 fo

dy

w ktérym:
W — kst pola widzenia, |
fo — ogniskowa obiektywu.
3.8.2. Sprawdzenie roboczej Srednicy fotokato-

dy nalezy przeprowadzi¢ jedng z podanych me-
tod wg wskazania w normie przedmiotowej.

a) Sprawdzenie roboczej S$rednicy fotokatody
za pomocy testu kolowego nalezy przeprowadzit
w ukladzie podanym na rys. 5. Test nalezy wy-
kona¢ wg rys. 12 na bialej rozpraszajgcej po-
wierzchni. Odleglosé [ nalezy tak dobraé, aby wy-
nosita minimum 100 f, (f, — ogniskowa obiekty-
wu).
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Rys. 12
Srednice testu D nalezy obliczyé wg wzoru

w ktérym:
‘'l — odleglos¢ test-obiektyw,
fo — ogniskowa obiektywu,
dy — Srednica robocza fotokatody okreslona

'w normie przedmiotowej.

Natezenie o$wietlenia na tescie nalezy tak do-
bra¢, aby otrzymaé optymalne warunki obserwa-
cji. Obiektyw uzyty do pomiaru powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w normie
przedmiotowej. Napiecia Us nalezy ustawi¢ na
warto$¢ ncminalng. Mikroskop lub lupe ustawié
na maksymalng ostros¢ obrazu testu na ekranie.

Przetwornik ma wymagang Srednice roboczg,
jezeli Srednica testu jest widoczna na ekranie
przetwornika. |

b) Sprawdzenie roboczej s$rednicy fotokatody
metoda cieniowg nalezy wykona¢ w ukladzie po-
danym na rys. 6. Odlegloéé | powinna by¢ wigk-
sza niz jeden metr, przeslona P powinna by¢
umieszczona centrycznie z plytkg fotokatody
i 4cisle do niej przylegaé. Srednica otworu prze-
stony P powinna byé¢ zgodna z normg przedmio-
tows.

Przetwornik ma wymagang roboczg $rednice fo-
{okatody, jezeli cala krawedi przestony jest wi-
doczna na ekranie przetwornika. :

KONIEC

. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Ofrodek Ba-
dawczy Jakofci i Normalizac}i Przemysiu Elektronicz-
nego. ’ .

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-66/3271-48
a) zmieniono treéé¢ rys. 3 i 4 w p. 3.3.1,

b) wprowadzono dodatkowe -_sprawdzenie roboczej
srednicy fotokatody metoda cieniows.

3. Normy zwiazane

PN-71/T-01010 Lampy elektronowe. Nazwy i okreslenia
(norma arkuszowa)



